Urzadzenia do pomiaru czastek

Nowoczesny pomiar metoda optyczna
sposobem na kilkukrotne przyspieszenie
kontroli granulacji
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K|JK KAMIKA Instruments - polski
KAMIKA INSTRUMENTS prOducent

Od 35 lat gromadzimy doswiadczenie w

pracy nad wieloma oryginalnymi systemami
pomiarowymi, sterowanymi za pomoca
komputerow.

Jestesmy polskim producentem urzadzen do
pomiaru wielkosci fizycznych w sposob
elektroniczny.

Specjalizujemy sie w mierzeniu
ilosci, wielkosci i ksztattu czastek.
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K|JK KAMIKA Instruments - polski
KAMIKA INSTRUMENTS prOducent

Nasze urzadzenia daja Klientom mozliwos¢
porownania uzyskanych wynikow badan z
rzeczywistoscia.

Rzeczywistosc to przede wszystkim wizualna
ocena czastek pod mikroskopem i porownanie
wynikow wedtug metody ELSIEVE
z klasycznymi badaniami granulacji
wg analizy sitowej.
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KAMIKA INSTRUMENTS Metody badan granulacji

= Tradycyjne, wykorzystujgce komplet SIT mechanicznych

= Nowoczesne, zautomatyzowane, wykorzystujace:
» dyfrakcje Fraunhofera (dyfrakcje laserows)
= sedymentacje
= konduktometrie
= analize obrazu
= pomiar w swietle odbitym
= pomiar w swietle przechodzgcym
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KAMIKA INSTRUMENTS Metoda pomiaru KAMIKA
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KAMIKA INSTRUMENTS
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KAMIKA INSTRUMENTS Analizatory KAMIKA

s Kluczowe dla

— pomiaru:
IPS CIR 0,4 pr:\ - 300 |.|n;| d .
IPSW 0,4 um - 300 pm Oozowanie
czystek

SYSTEM MM 0,2 pm - 130 mm

Log [Di]
0,1 pm 1 pm 10 pm 100 pm 1 000 pm 10 000 pm | 100 000 pm
0,001 mm 0,01 mm 0,1 mm 1 mm 10 mm 100 mm
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KIJK Kalibracja czujnikow

KAMIKA INSTRUMENTS

- Udziat ilosciowy
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emansronents  OPOSOb pomiaru wielkosci ziaren

4096

/0

rozklad objetosciowy ziarn krzywa kalibracji sitowej

rozktad wagowy
( ziarmn

kanaty przetwornika A/C

- /rozkiad ilosciowy ziar

procentowy rozkiad wagowy ziarn na sitach 3

wymiary sit: d [mm]
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CK“K | Kalibracja i pomiar wzorca NIST

KAMIKA INSTRUMENTS

KAMIKA Instruments — Warszawa
www.kamika.pl  info@kamika.pl
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emancrmenrs  WWZOrzec sitowy NIST nr 8010 (D)

Zdjecie z mikroskopu
Motic Digital DMB-1223
— obiektyw x4

i
L2
Length : 69.6 um
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| K“K | Opatentowana metoda ELSIEVE

emansrmens — 100 % zgodnosci z analizg sitowa

L T TS
RO it ' B i R
S ‘ 59y ;

DOKUMENT PATENTOWY

Y psow ustawy z dems 30 czervwea 2000
aanods) prremsatowe) (tekst jednoliny: Dy 2% . N1 11

PATEN

NR 205738

L Sy

.
N W NN
(e [lvrea] o aTt vl & i v S s
{ ! !

Ly

KAMIKA Instruments - zapraszamy na stoisko B30



CKpK)

KAMIKA INSTRUMENTS

Rozklad frakoji - Rozklad 1-catk

mikrosfer W-450/A

udzalu chietosciowego

Wyniki pomiaru sitowego
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emanereunenrs | POMIAr cementu - 10 préb
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ownanie wynikow pomiarow

Por

KuK

KAMIKA INSTRUMENTS
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KAMIKA INSTRUMENTS Analizatory KAMIKA
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emansranenre | Oystem pomiarowy IPS UA

= Metoda pomiaru w swietle
przechodzgcym

= Pomiar na 4096 klas
wymiarowych
= 11 dowolnych sit

= Dwa wymienne dozowniki
= ultradzwiekowy: 0,5 - 500 um
= automatyczny: 2 - 2000 um

= Prostota i wygoda obstugi
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emansrmenrs  D0ZOWNIK ultradzwiekowy

s Dozownik ultradzwiekowy
| = drgajgce dno
H j = czestotliwosc: 40 kHz

| » amplituda dochodzaca do kilku pm
| = sterowanie amplituda i iloscig
| impulsow ultradzwiekowych
: = 4000 stanow przejsciowych
| = sterowanie przeptywajagcym
} ‘@I powietrzem
I
I
I
I

= 300 stopni predkosci

. = |dealny do pomiarow szkta mielonego,
| cementu, gipsu, popiotu i maczki
wapiennej, takze zawilgoconych

@
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KAMIKA INSTRUMENTS Dozownik aUtomatyczny

s Dozownik automatyczny

= aerodynamiczne dozowanie wedtug
wielkosci czgstek

= szeroki zakres wielkosci dozowanych
czastek
« 2-2000 um
= sterowanie przeptywajgcym
powietrzem
= 300 stopni predkosci

s Przydatny do pomiarow granulatow,
wiekszych mikrosfer
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KAMIKA INSTRUMENTS

Solbet Stalowa Wola S.A.

= Produkcja betonu komorkowego SOLBET ...
wytwarzanego z wielosktadnikowego spoiwa i szlamu
(przemielonego piasku)

= Produkcja realizowana w trybie ciggtym w uktadzie
trzyzmianowym

= Kontrola uziarnienia wg analizy sitowej oraz
powierzchni wtasciwej

= Pomiar realizowany na analizatorze IPS UA: rozktad
uziarnienia porownywany z wzorcowg analizg sitowg
oraz informacja o powierzchni wtasciwej
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KAMIKA INSTRUMENTS

Solbet Stalowa Wola S.A. - IPS UA

= Badane w trakcie zmiany:
s 2-3 x szlam przed zmieleniem - przy zapetnianiu szlamatora
= 1 xszlam gotowy
s 2 X SpOIWO

= Badania interwencyjne — gipsu | cementu

= Kontrola powierzchni wtasciwej materiatow — wczesniej
wykorzystywano metode Blein'a.

= Jest to metoda czaso- i pracochtonna, pracochtonne pomiary
przygotowawcze.

s Czas pomiaru jednej probki na IPS UA - kilka minut.
= Tradycyjny pomiar sitowy zajmowat ponad 40 minut.
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CKpK)

KAMIKA INSTRUMENTS

Solbet Stalowa Wola S.A.

= Produkcja betonu komorkowego SOLBET ...
wytwarzanego z wielosktadnikowego spoiwa i szlamu
(przemielonego piasku)

= Produkcja realizowana w trybie ciggtym w uktadzie
trzyzmianowym

= Kontrola uziarnienia wg analizy sitowej oraz
powierzchni wtasciwej

= Pomiar realizowany na analizatorze IPS UA: rozktad
uziarnienia porownywany z wzorcowg analizg sitowg
oraz informacja o powierzchni wtasciwej
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KAMIKA INSTRUMENTS

Solbet Stalowa Wola S.A. - IPS UA

= Badane w trakcie zmiany:
s 2-3 x szlam przed zmieleniem - przy zapetnianiu szlamatora
= 1 xszlam gotowy
s 2 X SpOIWO

= Badania interwencyjne — gipsu | cementu

= Kontrola powierzchni wtasciwej materiatow — wczesniej
wykorzystywano metode Blein'a.

= Jest to metoda czaso- i pracochtonna, pracochtonne pomiary
przygotowawcze.

s Czas pomiaru jednej probki na IPS UA - kilka minut.
= Tradycyjny pomiar sitowy zajmowat ponad 40 minut.
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| K|JK | Odlewnia - IPS UA (2008-2019)

mini (2019 -)

KAMIKA INSTRUMENTS

= Kontrola piaskow formierskich i regeneratow

= Pomiar ok 3 minuty — sprawdzane uziarnienie przed
wjazdem samochodu od dostawcy

= Zwiekszenie wykorzystania regeneratow o 30 %
= Kilkaset pomiarow miesiecznie
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KAMIKA INSTRUMENTS WKG Sp' Z 0000 Spoko

= Kopalnia wapienia w Dziatoszynie - Raciszynie

= W 2012 r. na terenie kopalni oddano przemiatownie
maczki wapiennej
= W ramach inwestycji zakupiono analizator 2DiSA

= Pomiar maczki na sitach — wytacznie na mokro — jeden
pomiar trwa ponad godzine

s Na analizatorze 2DISA — do 10 minut
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KAMIKA INSTRUMENTS WKG Sp. Z 0000

= Porownanie analizy sitowej z analizg KAMIKI
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wnamermenre  ANAlizator AWK C / AWK 3D

m Zakres: 0,2 — 31,5 mm

= Pomiar wielkosci czastek w
TRZECH WYMIARACH

s OKRESLANIE KSZTALTU
ZIAREN

s Wielkosc probki od
pojedynczych czgstek do
kilku kilogramow.
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eanernenrs  ElEKtrocieptownia Zeran

= Kociot fluidalny — kontrola wegla za kruszarka

= Kontrola standardowo 3 x w tygodniu oraz pomiary
Interwencyjne

= Probka 1 kg

= Na analizatorze — do 10 minut, brak zanieczyszczenia
laboratorium

= Automatyczne zapisywanie protokotu pomiaru i
wysytanie do Inzyniera Ruchu

KAMIKA Instruments - zapraszamy na stoisko B30



CK|J|( ] P_AWKS3D: Analizator uziarnienia i

sy KSZtattu czastek w zakresie 1-15 mm

= przystosowany do przemystowych
pomiarow on-line z tasSmy produkcyjne

= Szybka biezgca analiza sitowa'Q}
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KAMIKA INSTRUMENTS

Pomiar nawozow sztucznych

= Probka pobierana
automatycznie

s Po skonczonym pomiarze
sygnat do pobrania
kolejnej probki

= Pomiar co 15 min -

96 pomiarow na dobe

= Wyniki w czasie

rzeczywistym

s Doktadnosc 5 %
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| K|JK | Projekt badawczy: Innowacyjny

wnamsranenrs | @Nalizator czastek mini3D

W latach 2015-2018 firma realizowata projekt
.nnowacyjny analizator czgstek mini3D" ktory
byt wspotfinansowany ze srodkow  Unii
Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego W ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwdj POIR 1.1.1.

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdj Rozwoju Regionalnego
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KAMIKA INSTRUMENTS Analizator: m I n I 3 D

= Analizator laboratoryjny

= Wyznaczanie rozktadu

wielkosci czgstek oraz
ich KSZTALTU

= Pomiar w powietrzu lub
zawlesinie

= Pomiar niezalezny od
witasciwosci fizycznych |
chemicznych mierzonych
czgstek.
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KAMIKA INSTRUMENTS Trzy mOdu'y ml n I 3 D

= modut Auto, ktory
dozuje czastki od 2 pm
do 3500 pm,

= modut Ultra, ktory
dozuje czastki od 0,5 do
600 pm,

= modut Hydro, ktory
dozuje czgstki od 0,5
do 600 pm.
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( ] Nowa linia
KpK mini3D

stylistyczna

KAMIKA INSTRUMENTS

= Nowa linia stylistyczna
przygotowana przez
wytoniony w konkursie
zespot projektantow
wzornictwa
przemystowego.

= Najnowsze materiaty
uzyte do produkgji
obudowy.
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KAMIKA INSTRUMENTS To CO Wyréinia m I n I 3 D

= W analizatorze mini 3D nie ma ograniczen
optycznych dla pomiaru pojedynczych czgstek —
zardwno matych, jak i duzych;

= Bardzo szybki pomiar — wynik analizy po 3-10
minutach od wtgczenia komputera;

= Przyrzad idealnie nadaje sie do kontroli
prowadzonej produkcji w zakresie jakosci
drobnych proszkow;
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KAMIKA INSTRUMENTS To CO Wyréinia m I n I 3 D

= Dzieki zastosowanemu oprogramowaniu mozliwa
jest pelna symulacja analizy zgodnie z sitami
mechanicznymi wedtug metody ELSIEVE
(patent Kamika nr PAT.205738)

s Oprogramowanie pozwala takze na wyznaczenie
powierzchni wtasciwej (zgodnej z metoda
Blaine'a) badanych substancji (przy znanej
mikromorfologii ziaren)
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KAMIKA INSTRUMENTS Nowoczesny Czu"nlk m I n I 3 D

= Pomiar czastek w trzech wymiarach
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CKpK)

KAMIKA INSTRUMENTS Analiza kSZtaI’tu m I n I 3 D

s Kazda czagstka zmierzona w trzech
wymiarach umieszczona jest w

orzestrzennej matrycy 1283 co daje

oonad 2 miliony kombinacji roznych

Ksztattow.

» Ksztatt czagstki mozna okresli¢ wedtug
charakterystyki Zingga, ktora analizuje
proporcje miedzy trzema wymiarami
czastki i klasyfikuje czastki jako sfery,
dyski, walce i klingi (ptytki).
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CK“KJ Analiza ksztattu Minl 3D

KAMIKA INSTRUMENTS

s Klasyfikacja
czastek wedtug -
charakterystyki
Zingga
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KAMIKA INSTRUMENTS

Analiza ksztattu MINI 3D

Klasy@hacja Zingga (12 x 32 | - Udzlal abjetosclowy
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KAMIKA INSTRUMENTS Analiza kSZtaI'tu m I n I 3 D

m s

1" Rozklad udziatu poszczegolnych ksztaltow |
czastek w funkcji najwiekszego wymiaru

T R LS RS SIS SRR TR SN MSEOTS R S ———

...............................................................................................................................................................................

0 54 108 182 17 m 35 B o
D [pm]

——¢/a em—mgil e——pb|a

[ Udziat poszczegolnych ksztattow w wybranym przedziale zmierzonej srednicy I

Numer kiasy S 2] losé czastek 8865 Kula 5323 [%] a = Najdhizszy
Stednica (Dligosé) (169 [ym] cia 055 Dysk 2518 [%] b = Sredni
cib 0752 Walec 1357 %] © = Najkrtszy
bia 0732 Kinga 802  [%]
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KuK

KAMIKA INSTRUMENTS

Analiza ksztattu

mini30

Rozklad ksztaltow
Humer Srednica [jm] Ilosc Kula [%] Dysk [%] Walec [%] Klinga [%] ~
17 27.2 1860 0.16 0.16 T1.58 22.10
18 28.8 1592 0.31 0.06 85.30 14.32
19 30.4 1273 0.47 0.24 80.36 18.93
20 32.0 1231 1.06 0.00 74.82 24.13
21 33.6 880 1.93 0.45 82.16 15.45
22 35.1 853 2.23 0.82 76.44 20.52
23 36.7 5 4.65 2.06 71.714 21.55
24 38.3 644 4.04 1.40 15.62 18.94
25 39.9 552 12.32 4.35 67.39 15.94
26 41.4 535 13.46 4.67 60.56 21.31
27 43.0 500 21.40 6.60 56.40 15.60
28 44.6 433 26.10 8.08 56.12 9.70
29 46.2 455 31.65 9.67 45.71 12.97
30 47.8 405 32.35 14.81 43.46 9.38
31 49.3 370 40.27 12.43 39.19 8.11
32 50.9 347 37.18 14.12 40.63 8.07
33 52.5 319 54.23 11.60 21.27 6.90
34 54.1 270 56.30 11.11 27.04 5.56
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:KIJK] Przyktadowe wdrozenie m|ﬂ|3D

KAMIKA INSTRUMENTS
~
EKOT

export

EKO EXPORT S. A. specgalizue sie w
pozyskiwaniu | sprzedazy mikrosfery. Spotka
importuje surowiec gtdwnie z Rosji, Kazachstanu
| Ukrainy 1 po przetworzeniu w zaktadzie
produkcyjnym w Bielsku Biatej kieruje blisko
100% produkcji do odbiorcow w Europie
zachodniej.

KAMIKA Instruments - zapraszamy na stoisko B30



KIJK Analizator sfera3D Mmini 3D

KAMIKA INSTRUMENTS

Dostosowany
do pomiaru
mirkosfer

KAMIKA Instruments — zapraszamy na stoisko B30



KIJK Usredniacz Mmini 3D

KAMIKA INSTRUMENTS

probka 250 ml
Ujednorodnia probke

| & | [= |-1:-|':':I

. suport

. zakrywka

. Sruba kpl.

. stozek gorny

. stozek dolny

. stok

. komplet probnikéw
. lejek gorny

. przycisk

Ooo~Noou b~ WN =
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CKpK)

KAMIKA INSTRUMENTS

mini30

Sfera 3D umozliwia

szybki (2-5 minut) i prosty pomiar

wynik — analiza sitowa natychmiast po zakonczonym pomiarze
jeden przycisk umozliwia przestanie gotowego raportu do
ekosfery

nie trzeba nic wazyc

nie trzeba mie¢ zadnych innych materiatdw pomocniczych do
przygotowania probki, wystarczy tylko uzyskac jednorodng
probke — przesypujac ja/mieszajac przez Usredniacz

Wynik jednego pomiaru mozna przedstawi¢ wg dowolnych
wymagan klienta

Rozktad granulacji i okreslenie rozktadu ksztattu czgstek w jednym
pomiarze — wystarczy wyswietli¢ interesujgce nas wyniki.

KAMIKA Instruments - zapraszamy na stoisko B30



CKuKJ mint3D

KAMIKA INSTRUMENTS M ikrOSfery

>0°% o

4 L2
N Length: 139.2 um
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| K|JK | Mikrosfery F150 m|n|3D

emansrmenrs | — Zjecie o wysokiej rozdzielczosci

KAMIKA Instruments - zapraszamy na stoisko B30



Wyniki pomiaru 3D
m!s!i!im mikrosfer W-150/A Minl 3D

" Py | Drugoss Szerokoed WysckcAd
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Czas vs doktadnos¢
— procedury pomiarowe

KuK

KAMIKA INSTRUMENTS

mini30

Nazwa Skalowanie
Probki Parametry Sitowe KOMENTARZ Zakres
W 80 W80-22 DM 2058 [Kalibracja sitowa wymagana , Bez usredniacza, Srednia >
nabieraczka
W 300-500 W300-500 DM 2156 |Kalibracja sitowa wymagana , Usredniacz wymagany , Duza 1
nabieraczka
W 300 W300 DM 1402 [Kalibracja sitowa wymagana , Bez usredniacza , Duza 1
nabieraczka
W 150 W150-22 DM 1330 |Kalibracja sitowa wymagana , Bez usredniacza , Srednia p)
nabieraczka
F 450 F450 DM 2055 Kalibracja sitowa wymagana , Usredniacz wymagany 40 ml| 1
wsadu co daje potowe Duzej nabieraczki
F 500 F500 DM 2137 |Kalibragja sitowa wymagana , Podwdjne Usrednianie 200ml 1
wsadu
F 300 F300 DM1578 Kalibracja sitowa wymagana , Usredniacz wymagany 40 ml 1
wsadu co daje potowe Duzej nabieraczki
F 300-500 F300-500 DM 2302 Kalibracja sitowa wymagana , Usredniacz wymagany 40 ml 1
wsadu co daje potowe Duzej nabieraczki
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CKpK)

KAMIKA INSTRUMENTS 9 mieSiecy Od Zakupu mlnl 3D

Petna kontrola jakosci produkcji przy pomocy analizatora
Do 100 probek badanych dziennie

Szybkos¢ | wygoda nieporéwnywalna z analizg sitowg
Czesciowa integracja z
systemem
informatycznym firmy
= Bardzo duzo danych i

do badan R&D —
= Wynik pomiaru
dostosowany do
dowolnych wymagan
klienta
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KAMIKA INSTRUMENTS

KAMIKA Instrume

Eko Export S.A.
raport z badan

mini30
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( K|JK ] Pomiar granulacji -

nowa linia stylistyczna Minli

KAMIKA INSTRUMENTS

=  Wykorzystano
doswiadczenia z mini 3D

= |PS UA -> mini

= Urzadzenie do okreslania
granulagji czgstek w
powietrzu

=  Wyniki pomiaru zgodne
z ANALIZA SITOWA

= Dwa wymienne moduty
dozujace
= Ultra
= Auto
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CK|J K:] Dlaczego warto wybrac przyrzady

KAMIKA INSTRUMENTS KAM | KA ?

= Pomiar w 100% zgodny z analizg sitowg

s Mozliwos¢ wyboru 11 dowolnych sit

= Pomiar w powietrzu — prostota i wygoda obstugi

s Dozownik ultradzwiekowy — rewelacyjne rozwigzanie

s Przyrzady kompaktowe — nie zajmujg miejsca w
laboratorium

= Tania eksploatacja przyrzadu

KAMIKA Instruments - zapraszamy na stoisko B30



CK|J K:] Dodatkowe korzysci ze wspotpracy

KAMIKA INSTRUMENTS y 4 KAM I KA

= Kontakt bezposrednio z producentem
= przyrzad w 100 % dostosowany do potrzeb firmy
= pomoc przy walidagji i wdrazaniu systemu

= dalsza wspotpraca, w przypadku nowych potrzeb niskie koszty
dodatkowe

s Sszybki serwis
= elastycznosc przy wspotpracy

KAMIKA Instruments - zapraszamy na stoisko B30



CK“K ] Wynajem diugoterminowy

emansrmenrs  @nalizatorow laboratoryjnych

= Nie masz budzetu na zakup analizatora ?
WYNAJMIJ GO !l

s Okres od 3 do 24 miesiecy
= Szkolenie, przeglady i ubezpieczenie w cenie

= Mozliwos¢ wykupu analizatora po zakonczeniu
umowy.

= Zdalne wsparcie (opcja)

KAMIKA Instruments - zapraszamy na stoisko B30
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KAMIKA INSTRUMENTS

- Zapraszam na stoisko B30

Dorota Kaminska
kamika.pl




